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ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ ИЗ ПЛЕНОК Сз1

Р. Л. КАБАЛОВ, М. П. ЛОРИКЯН, Н. Н. ТРОФИМЧУК

В последнее время рыхлые пленки из КО нашли широкое при­
менение в качестве динодов в фотоумножителях.

Успех применения таких пленок обусловлен тем, что они имеют 
очень высокий коэффициент вторичной эмиссии и практически без- 
инерционны.

Исследования вторичной эмиссии подобных пленок при облуче­
нии их электронами высоких энергий вплоть до 1 Бэе показали, что 
коэффициент вторичной £ эмиссии достигает □ ~5—10, что намного 
больше, чем в обычных средах [1]. Более примечательным свойством 
таких пленок является то, что согласно этим же измерениям, коэф­
фициент вторичной эмиссии логарифмически растет с ростом энергии 
падающих электронов. Эти два факта дают возможность надеяться, 
что на основе таких пленок можно создать счетчик одиночных частиц, 
позволяющий измерять энергии ультрарелятивистских частиц, что яв­
ляется важной задачей в физике высоких энергий.

Но подобные пленки из КС1 неудобны в практическом исследо­
вании вследствие их большой гигроскопичности. Позже была исследо­
вана вторичная эмиссия пленок из Се! [1, 2, 3] и установлено, что 
пленки последнего типа толщиной 10 мк и плотностью 8% имеют 
Отах ~ 40—50 и не гигроскопичны, а пленки с плотностью 2°, 0 и тол- 
щиной 30 мк гигроскопичны и имеют ^шзх^60 [2].

В данной работе измерялась вторичная эмиссия пленки из Сз! 
плотностью 4% и толщиной 25 мк. Эмиттеры изготовлялись следую­
щим образом.
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На подложку из А12О3 толщиной в 1000 А напылением в вакууме 
наносился тонкий слой А1 (толщина алюминия 500—1000 А). Рыхлый 
слой из CsI получали напылением CsI из молибденовой подложки в 
атмосфере аргона при давлении 2 торр. Температура испарения не 
измерялась. Пленка плотностью 4°/0 и толщиной 25 мк получалась при 
напылении 50 мг CsI в течении 60 сек. Толщина пленки измерялась 
микроскопом МБИ-3, плотность—взвешиванием. Источником электро­
нов служил фотокатод из золота, напыленный на кварцевое окно 
вакуумного баллона. Плотность тока была 10՜® а/см3.

На рис. 1 приведены значения з в зависимости от энергии элек­
тронов. Влияние атмосферы на подобные пленки еще не исследовано. 
Но пребывание пленки в атмосфере до одной минуты а заметно не 
меняло.
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Բհրված են 4% խտությամբ և 25 մ/վ հաստությամբ CsI-ի թաղանթներից երկրորդային 
էլեկտրոնային էմիսիայի չափման արդյունքները։

SECONDARY ELECTRON EMISSION FROM CsI FILMS

R. L. KAVALOV, M. P. LORIKIAN, N. N. TROF1MCHUK

The secondary electron emission of 25 ;л thick CsI films with 4°/0 density is mea­
sured and the results are given.


